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1. Elmélet: polarizalt fény és ellipszometria

2. Anyagok optikai tulajdonsagai: dielektromos fuiggvény modellek, effektiv kdzeg kozelités kevert fazisu
anyagok esetén

3. A spektroszkodpiai ellipszometriai mérések kiértékelése: optikai modellalkotds, spektrum illesztés

4. Anull ellipszométer részegységei: fényforras, polarizator, kompenzator, analizator, fényintenzitas
detektor, a miikédés alapelve

5. Akorszer( spektroellipszométerek tipusai: forgd kompenzatoros vagy fotoelasztikus modulatorral
mikodé

6. Az ellipszometria alkalmazasai: dielektrikumok, félvezet6k, fémek

7. Specidlis alkalmazdasok: nanostrukturalt anyagok, anizotrépia, UV, IR, élettudomanyok
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